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Résumé

Un produit final complexe est généralement le résultat de combinaisons et/ou de
transformations physico-chimiques, dans différentes phases, de plusieurs produits
intermédiaires. La performance globale du procédé et la qualité de sa production dépendent
d’ une part des caractéristiques des produits intermédiaires et d autre part des parametres de
fonctionnement du processus. Généralement dans un processus de fabrication complexe les
valeurs de plusieurs caractéristiques de qualité et de parametres process sont relevés. Toutes
les caractéristiques mesurées ne sont pas a mettre sous contréle, mais uniguement les facteurs
reconnus comme critiques.

La communication portera sur deux aspects de la maitrise statistigue dun processus
complexe : la détermination des paramétres critiques a mettre sous contrdle, et la construction
des cartes de contrdle multidimensionnel appropriées.

Les méthodes statistiques a employer pour la détermination des parametres process et/ou
produit a maitriser dépendent de la nature de ceux-ci (quantitatif, qualitatif). On peut exploiter
a ces fins auss biens des méthodes descriptives multidimensionnelles que des méthodes de
régression. Dans le cas de processus de fabrication complexes, généralement, le nombre de
parametres critiques retenus est trés éevé. Aing, I'utilisation des cartes de controle
multidimensionnel classiques ne donnent pas en général de résultats satisfaisants. Dans de
telles situations nous proposons de suivre la variabilité du processus selon des sous-espaces
sélectionnés de faibles dimensions. Afin de détecter toute preuve de changement significatif
de lavariabilité, d’ abord nous décomposons la dispersion totale du processus en composantes
selon des sous-espaces de faibles dimensions, et ensuite nous construisons des cartes de
contréles fondées sur les fonctions d'influence des éléments propres (valeurs et vecteurs
propres). Les méthodes proposees sont générales et les cartes fondées sur les fonctions
d’influence sont utilisables pour les deux phases de la mise sous contrdle d'un processus de
fabrication. Les méthodes proposees seront illustrées d applications réelles issues de
I’industrie automobile et chimique.
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